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３Ｄ顕微メスバウア分光マッピング装置[1]は JST先端計測分析技術・機器開発プロジェクトに

より開発された鉄の状態分析に特化した計測技術である．γ線の無反跳核共鳴吸収（メスバウア

効果）を利用し，観測による系への攪乱を全く与えることなく，１画像（80×80 ピクセル・数 10

μm 空間分解能）の計測が可能である．3.7GBq57Co 線源を用い，鉄を故意汚染のない多結晶シリ

コン太陽電池観察には一つのスペクトル成分に対し 3 日，５成分で約２週間の測定時間が必要で

ある．この技術を利用して，最近，多結晶シリコン太陽電池の鉄汚染を表面近傍 n 層および p 層

全域を同時に，しかも異なる格子位置や化学状態を区別し，外部電圧印加時のオペランド観察に

初めて成功している[2]．本報告では，このマッピング計測技術の基礎となる多結晶シリコン中の

様々な鉄状態を同定するに至ったメスバウア分光による研究結果[3-7]をまとめて紹介する． 
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